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OBJETIVO(S) :

Cojetivo General:
Que al final de la UEA el alumno sea capaz de:

Tener una visidn general sobre diferentes técnicas fisicas aplicadas a la
caracterizaciodn.de sélidos.
. . .

Objetivos Especificos:
Que al final de la UEA el alumno sea capaz de:

- Aplicar la ecuacidén de Scherrer. .

- Utilizar la base de datos JCPDS para la identificacién de las fases
cristalinas.

- Conocer las diferencias entre las técnicas de microscopia electrénica de
barrido (SEM) y la microscopia electrénica de transmisidhn {TEM} .

~ Determinar 1la distribucion de tamafo de particula a «partir de
microfotografias.

- Aplicar los conceptos basicos de 1las espectroscoplas Infrarroja (IR) vy
Ultravioleta-Visible (UV) en la caracterizacion de sélidos.

— Apliicar los conceptos basicos de adsorcién para la caracterizacidn de una
superficie por medio de espectroscopia IR y una molécula sonda.

— Determinar la energia de brecha (gap) de un semiconductor utilizando su
espectro UV.

~ Conocer los diferentes tipos de corrosién y las técnicas para producirlos.

- Identificar los tipos de corrosiéon por SEM, microscoplia por efecto tunel
(STM) ¥y microscopia de fuerza atémica (AFM).
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CONTENIDO SINTETICO: .

1. TEM y XRD vy su aplicacién a la medida del tamafic de particula

2. Utilizar moléculas sonda y técnicas espectroscdpicas (FT-IR, UV) para
caracterizar una superficie

3. Energia de brecha (gap) en semiconductores y su medida por UV

4. Corrosién de metales segulida por STM, AFM, SEM

MODALIDADES DE CONDUCCION DEIL PROCESO DE ENSENANZA-APRENDIZAJE:

1. Clase de teoria en forma de conferencia magistral.

2. Practicas de laboratorio en las gue el alumno aplicaré las técnicas para
obtener parametros fisicoquimicos de los sdlidos.

3. Para la realizacidén de 1los experimentos utilizando las técnicas fisicas
disponibles en los laboratorios de investigacién, el profesor.responsable
del curso se encargara de concertar las citas paPa la realizacidn de
éstos. |

4. Seminario impartido por los alumnos {(individual o por eguipos) al £iral de:d
trimestre.

MODALIDADES DE EVALUACION:
Evaluacidn Global:
- Actividad en el laboratorio: bitacora y reporte 60%
- Exposicidon oral y reporte escrito por equipo 20%
-~ Evaluacidén terminal 20%
TOTAL: 100%

Evaluacidn de Recuperacidn:

- El curso no puede ser aprobado mediante la aplicacién de una evaluacidn de
recuperacion.
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